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【はじめに】我々はこれまで、偏光状態を変えたZ-scan法にて InPの 3次非線形感受率テンソル χ(3)

の、虚部及び実部を測定してきた [1–4]。Re[χ(3)]に起因する非線形屈折率 n 2は、有限開口 Z-scan

法を用いて測定できる [5]。我々は、InPの n2の評価精度の向上を目的として、測定条件の最適化

を検討し、特定の条件で目標とする三桁程度の精度を達成した [6]。そこで本研究では、楕円偏光

Z-scan法 [1–4]により、InPの Re[χ(3)]を高精度にて求めることを目的とした。

【実験】フェムト秒レーザを光源とし、対物レンズにより集光して、InP厚膜試料 (厚さ L = 581 µm)

を集光点付近で光伝搬方向に走査させ、透過率 T の試料位置 (z)依存性を測定した。我々は、光の

中心部分だけの強度をとるために Apertureを絞って行う、Closed Aperture Z-scan測定により実験

値を求め、それを厚膜に対応した Z-scanの理論式 [1–4]によりフィッティングすることで、n2を

評価した。InPの n2が三桁程度の精度で求められた条件 [6]にて、λ/4板を 0–180 degの範囲で回

転させる楕円偏光 Z-scan法 [1–4]を行い、InPの Re[χ(3)]を求めた。

【結果】n2の楕円偏向依存性の測定結果をFig. 1に示す。Fig. 1より、n2の値は θQWP= 0, 90, 180 deg

で最大、45, 135 degで最小となり，InPの対称性を反映してある。また，Re[χ(3)]を用いた理論式

によるフィッティング曲線も，測定結果をよく表していることが分かる。この n2の楕円偏向依存

測定結果から求めた Re[χ(3)]の値を Table.1に示す。これより，Re[χ(3)]の値の誤差割合は 12%以

下となり，[4]の誤差割合の約 1/3にまで低減することが達成できた。

Fig. 1: (波長、集光レンズ)=(1720nm,20x レン
ズ)(1800nm,10x レンズ) の条件での n2 の楕円偏光依
存測定結果

Table 1: Re[χ(3)]の値
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